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我們將線偏振雷射光入射至電光調變晶體，再經過待測波片，然後利用檢偏片量測穿透光的強

度，建立一套簡易的共路干涉儀系統。由於電光調變晶體是雙折射晶體，其晶體主軸的折射率會

被外加三角波電壓線性調變，當 45°線偏振雷射光經過晶體主軸為水平或垂直方向的電光調變晶

體後，在晶體主軸方向上兩正交偏振光分量的電場相位也會被線性調變，此時穿透光會被調變為

各種形態的橢圓偏振光。接著雷射光入射至波片做第二次光偏振狀態的轉換，再利用檢偏片量測

在特定線偏振角度的干涉光弦波震盪訊號之振幅與相位，其結果會因為波片主軸軸向的不同而有

所變化，藉由此變化情形可以檢驗出波片的相位延遲大小、快慢軸位置等雙折射特性。 
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